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Uktad do korekcji liniowosci wskazar przy pomiarze masy przesuwajacego si¢ materiatu,
szczeg6lnie warstw grubszych z wykorzystaniem promieniowania

Przedmiotem wynalazku jest uktad do korekgji liniowosci wskazari przy pomiarze masy przesuwajacego sie
materiatu metody rozproszeniowa z wykorzystaniem przenikliwego promieniowania szczegdlnie przy duzych
grubosciach warstwy mierzonej. Uktad ten moZe znalezé zastosowanie do korekcji liniowosci wskazan przy
pomiarze masy szczegdlnie grubszych warstw materiatéw sypkich, ziarnistych i tym podobnych przesuwajacych
sie na taSmocigqu przy duzych zmianach grubosci warstwy mierzone;j.

Znane uktady ztozone z detektora mierzacego promieniowanie rozproszone w mierzonym materiale
lezacego po jednej stronie materiatu i Zrédta promieniowania lezacego po drugiej stronie materiatu wysy+tajacego
promieniowanie ktére przeswietla mierzony material i biegngc dalej omija detektor, nie moga by¢ stosowane
przy wigkszych grubosciach mierzonego materiatu, poniewaz przy wzroscie grubosci warstwy natezenie
promieniowania rozproszonego ro$nie proporcjonalnie do masy tylko przy matej grubosci warstwy, aprzy
grubosciach wiekszych, materiat lezgcy dalej od zrédta promieniowania znajduje sie w polu promieniowania
o0 mniejszym natezefiu i daje sygnat zbyt maty, nieproporcjonalny do masy.

Celem wynalazku jest opracowanie uktadu do korekcji liniowosci wskazari przy pomiarze metodg
rozproszeniowg masy przesuwajacego sie materiatu zwtaszcza warstw grubszych, z wykorzystaniem, promienio-
wania. .

Istota ukiadu wedtug wynalazku polega na zastosowaniu w znanym uktadzie ztoZonym z detekiovia
lezgcego po jednej stronie mierzonego materiatu ilezgcego po drugiej stronie materiatu Zrddta wysytajacego
promieniowanie przeswiet!ajgce mierzony materiat i omijajace detektor, dodatkowego Zradta promieniowania po
stronie detektora, ktdrego promieniowanic nie naswietlajac detektora pada na mierzony materiat.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na ktérym pokazany jest znany uktad ztoZony
z detektora 1 lezagcego po jednej stronie mierzonego materiatu 3 i Zrodta 4 leZzacego po stronie przeciwnej
wysytajacego promieniowanie przeswietlajgce mierzony materiat 3 i omijajgce detektor 1 oraz dodatkowe zrédio
2, ktérego promieniowanie nie dochodzi do detektora 1 i pada na mierzony materiat 3, w ktérym rozproszone,
poddane jest detekcji w detektorze 1. Rozpraszanie promieniowania pochodzgcego z dodatkowego Zrodta 2 jest
tym bardziej efektywne, im wigksza jest grubo$¢ warstwy materiatu i w zwigzku z tym im blizej dodatkowego
Zrédta 2 znajduje sie powierzchnia mierzonego mateiiatu 3.
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Uktad do korekcji liniowosci wskazari przy pomiarze metoda rozproszeniowa masy przesuwajacego sie
materiatu szczegdlnie warstw grubszych z wykorzystaniem promieniowania, zawierajacy lezacy po jednej stronie
mierzonego materiatu detektor promieniowania i znajdujace si¢ po drugiej stroniec materiatu Zrédto wysyiajqce
promieniowanie przes$wietlajgce materiat i omijajgce detektor, znamienny ty m, Ze po stronie detekiora
(1) znajduje si¢ dodatkowe zrodio (2) ktdrego promieniowanie nie naéwietlajac detektora (1) pada na micrzony
materiat (3), w kto':'y,m rozproszone pada czesciowo na detektor (1), gdzie poddane jest detekcji.

N

Prac. I'oligrof. UP PRL. Zam. 3498/75 naktad 120+18
Cena 10 zt



	PL81904B2
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


